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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INDUCTIVE COMPONENTS -
RELIABILITY MANAGEMENT

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote

international co- operatlon on aII questlons concernlng standardlzatlon in the electrical
this eng—eard—n publshes—terprational—Standards

Technigal Reports, PubIchy Avallable Specmcatlons (PAS) and GU|des (herea

Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC
in the |subject dealt with may participate in this preparatory work. Intern
governthental organizations liaising with the IEC also participate in this prep
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordafe
agreemfent between the two organizations.

2) The forfnal decisions or agreements of IEC on technical matters expres
consengus of opinion on the relevant subjects since each technical commi
interestied IEC National Committees.

3) IEC Puplications have the form of recommendations for in
Commi
Publications is accurate, IEC cannot be held respongi
misintefpretation by any end user.

4) In ordef to promote international uniformity,
transpafrently to the maximum extent possib
betweep any IEC Publication and the correspo
the latt¢

=

5) IEC provides no marking pro edure to indjcate a and cannot be rendered responsil
equipmpnt declared to be i € ith IECR b.

6) All users should ensure that the

7) No liabllity shall attach to IEC er ire ployees, servants or agents including individual §
membefs of its teehnicahcommitte C National Committees for any personal injury, property
other damage -@ nat her” direct or indirect, or for costs (including lega
expenses arising “oat i use\of, or reliance upon, this IEC Publication or any

Publications.

8) Attentidn i e ative_references cited in this publication. Use of the referenced pul

indispe i A-of this publication.
9) Attentig

patent 1 eld’responsible for identifying any or all such patent rights
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ittee 51:

The text bfthis-standard-is-based-onr-thefolowirg-decuments
FDIS Report on voting
51/724/FDIS 51/739/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

N
)
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2005.
At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

+ replaced by a revised edition, or
*+ amended.

N
)

SF
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COMPOSANTS INDUCTIFS -
GESTION DE LA FIABILITE

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale est applicable aux composants inductifs (inductances de
lissage et transformateurs) utilisant des matériaux magnétiques doux. Il s’agit essentiellement
de composants a base de toles de fer laminées, de matériaux en poudre de fer (et alliages
apparentés), ainsi que des ferrites et noyaux a bandes métalliques amorphes ou cristallines.

Par assemblages bobinés on sous-entend aussi bien des assemblage

que les t

en matériaux non magnétiques. Les composants a connexions
composants inductifs a montage en surface (CMS) sont égsz
présente|norme.

La fiabililfé des ensembles de composants inductifs utilisa
les typeg collés, les types a étriers de fixations (cli

que les t

Les détefminations ultérieures peuve

composants inductifs soit pour tou

processu peuvent également étre aj
pourlas de fabrication.

Cette no| ¢ ectfiques et mécaniques de pr
d’essais

Si les fa s techniques la conformité a cette ng
clients p propres a démontrer la conformité a cett
Les clien der a ce que le produit soit reconnu conform

norme pa

Les clien ican euvent choisir de réaliser des essais supplémentaire
critéres d’ S de ceux qui sont définis dans la présente norme.

2 Réfé

Les doc

il bobiné
bobinage

es de
ans la

elles que
nis) ainsi
horme.

haire des
nception,
bpliquées

pcédures

rme, les
B norme.
e a cette

s et des

iments de référence suivants sont indispensables pour I'application du

présent

document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60068-2-1, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais. Essais A: Froid

CEI 60068-2-2, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais. Essais B: Chaleur seche

CEI 60068-2-6, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Fc: Vibrations (sinusoidales)

CEI 60068-2-14, Essais d'environnement — Deuxieme partie: Essais. Essai N: Variations
de température

CEI 60068-2-20, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais. Essai T: Soudure
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INDUCTIVE COMPONENTS -
RELIABILITY MANAGEMENT

1 Scope

This International Standard is applicable to inductive components (chokes and transformers)
based on magnetically soft materials. These are especially components based on laminated
iron sheets, iron powder materials (including alloys), as well as ferrites and amorphous or

crystalline metal band cores.

Winding J;assemblies means wire winding assemblies as well as mu
technologies of planar technology including the coil based on

Discrete fype components and the different types of surface-mounta
(SMD) are also considered in this standard.

The reliapility of assemblies of inductive components basec
glued types, types with clamps (clips), impregnated (varni
potted types can also be checked with this standard.

The subgequent determinations can be applied

productign facility). They can also b
manufacfuring processes.

This standard sets up a broad bas
procedurgs.

If manufgcturers adverti

request data to demons
product tp be in i

Custome
different

rs and mah

stacking
naterials.

yonents

such as
vacuum)

inductive
hange of
of actual

lure test

ners may
huest the

e criteria

pcument.
5t edition

IEC 60068-2-1, Environmental testing — Part 2: Tests. Tests A: Cold

IEC 60068-2-2, Environmental testing — Part 2: Tests. Tests B: Dry heat

IEC 60068-2-6, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal)

IEC 60068-2-14, Environmental testing — Part 2: Tests. Test N: Change of temperature

IEC 60068-2-20, Environmental testing — Part 2: Tests. Test T: Soldering
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CEIl 60068-2-27, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais. Essai Ea et guide:
Chocs

CEIl 60068-2-29, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais. Essai Eb et guide:
Secousses

CEI 60068-2-30, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais. Essai Db et guide: Essai
cyclique de chaleur humide (cycle de 12 + 12 heures)

CEIl 60068-2-58, Essais d'environnement — Partie 2-58: Essais — Essai Td — Méthodes d'essai
de la soudabilité, de la résistance de la métallisation a la dissolution et de la résistance
a la chaleur de soudage des composants pour montage en surface AN

CEI 60068-2-78, Essais d'environnement — Partie 2-78: Essais — Essai. : ' humide,
essai continu

CEIl 60424 (toutes les parties), Noyaux ferrites — Guide rela
de surfade

bgularités

CEI 61007, Transformateurs et inductances utilisés’dans e 6 7 niques et
de télécammunications — Méthodes de mesure et procédures d€ssa

CEIl 61248 (toutes les parties), Transforma ind ipements
électroniques et de télécommunication

3 Termes et définitions

Pour les pesoins du pré

3.1
fiabilité des compos

fiabilité au niveau 9 le composant inductif dans I'application du circuit
électriqu

sen es\{ermes et définitions suivants s’appliquent.

3.2

essais
séquenc is )réalisée’ sur un composant individuel, chaque essai spécifique étant congu
pour représenter'les ‘conditions dans lesquelles le composant est supposé fonctionner dans
des applications

NOTE Les categories de niveaux d’essais sont organisees de fagon a étre coherentes avec les applications
types.

3.3

essais de fiabilité au niveau systéme

séquence d’essais réalisée sur un ensemble de composants disposés comme dans
I'application finale spécifique et dans les conditions de fonctionnement

3.4

famille de composants

groupe de composants présentant les mémes caractéristiques communes, par exemple le
méme matériau magnétique de base, la méme taille de noyau ou le méme type de bobinage
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IEC 60068-2-27, Environmental testing — Part 2: Tests. Test Ea and guidance: Shock
IEC 60068-2-29, Environmental testing — Part 2: Tests. Test Eb and guidance: Bump

IEC 60068-2-30, Environmental testing — Part 2: Tests. Test Db and guidance: Damp heat,
cyclic (12 + 12-hour cycle)

IEC 60068-2-58, Environmental testing — Part 2-58: Tests — Test Td — Test methods for
solderability, resistance to dissolution of metallization and soldering heat of surface mounting
devices (SMD)

IEC 6006 eal, steady
state

IEC 6044

IEC 6100 quipment
— Measufing methods and test procedures

IEC 61248 (all parts), Transformers and inductors foy unication

equipment

3 Terms and definitions
For the p
3.1

reliabilit : :
component level reliap f ind ¢ ' al circuit

applicatign

3.2

compon
sequenci dividual component, each specific test being degigned to
represen h the component is expected to operate in end applicptions

NOTE Cg i tevels are organised to be consistent for typical applications.

3.3
system |
sequence “of tests pérformed on a collection of components as arranged in a spgcific end
application under working conditions

3.4

component family

group of components characterised by the same common features, for example the same
magnetic base material, the same core size and the same winding type
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4 Familles de composants

D’une maniére similaire aux régles de qualification contenues dans la CEl 61248, les essais
de fiabilité peuvent étre réalisés sur des échantillons types représentant des familles de
composants inductifs.

Une famille de composants inductifs est définie sur la base:

— de la méme classe d’application spécifiée dans la série CEl 61248;

— du méme groupe de matériau de base magnétique (par exemple, ferrite, poudre de métal,
etc.);

— de la méme forme de noyau (par exemple, le noyau de type E, RM, tore; etc.);

— du m&me type de bobinage (par exemple, bobinage fil, multicouche

— de lajméme configuration de terminaison (picots, CMS, etc.);

— des matériaux isolants et accessoires comparables (bobine /' bandes
isolantes, etc.);

— du méme principe d’isolation (encapsulation, imprégnation

Cela signifie que les essais de fiabilité pour une fa (PTH) a
bobinage|fil, non encapsulés sur des noyaux ferrites bctués de
maniére feprésentative sur des modeles de petite € RM14).
Des conglusions similaires s’appliquan peuvent
étre tirégs, tant que l'on peut prouver émes en

termes de caractéristiques de charge.

5 Echantillons d’ess@

5.1 Classification p

Les composants
de la CE| 61248, diwv

ont, par rapport a leur application, selon lgs régles
suivantes:

— transf

— transf

— inductances (inductances de lissage) (C);
— induclances RF (RF):

— transformateur moyenne fréquence (HF).

Cette classification ainsi qu’une classification supplémentaire en rapport avec la forme de
noyau et le matériau magnétique doivent étre documentées. En une courte description
technique, on doit présenter les matériaux utilisés ainsi que la construction du composant
inductif; une fiche technique ainsi qu’une spécification d’essais a cet effet doivent étre jointes.
Pour des composants inductifs totalement encapsulés, une vue en coupe de la construction
compléte avec des dimensions tolérancées est nécessaire.

Tous les échantillons d’essai doivent étre fabriqués dans I’environnement de production réel
avec les mémes outils et matériaux que ceux utilisés pendant la production ordinaire.

1 Cela s’applique en particulier aux propriétés des matériaux magnétiques (le ferrite-NiZn ne peut pas étre
manipulé de la méme maniére que le ferrite-MnZn, par exemple), a la bobine (forme/plastique) et également
a d’autres matériaux tels que les clips, les agents de collage, les entretoises et les bandes isolantes.


https://iecnorm.com/api/?name=faaec71bc588f47a5173d2407e396275

62211 O IEC:2003 -13 -

4 Component families

In a similar way to the qualification rules contained in IEC 61248, reliability tests can be
performed on typical samples representing families of inductive components.

A family of inductive components is defined on the basis of:

— the same application class as specified in the IEC 61248 series;
— the same magnetic base material group (for example ferrite, metal powder, etc.);
— the same core shape (for example E-type, RM, ring core, etc.);

— the sgme-wirtirgtype{ferexample—wire—wourd—muhiayer

ame termination configuration (PTH, SMD etc.);
— compfprable accessories and insulating materials (bobbin, clamp 5 \etc.);
— the same insulation principle (encapsulation, impregnation, f

sformers
arge size

This megns that reliability tests for a family of unencapsula
on RM fdrrite cores, for instance, can be carried out rep
models (for example RM4 and RM14).

can be made, as long as
oad characteristics?.

Similar ¢
one can

5 Test

5.1 Classification by ¢

With reg ti § h the rules of the IEC 61248 sgries, the
inductive|components e ified here are classified into the following classes:

— signa| transfo r
— powef

— powef

— intermediate*frequency transformers (HF).

ThlS Cla 0|f|uat|u|| Ao VVU” do d fulthcl U:GOO;f;UGt;UII vv;th IGBGId tU thc vUTw ohap and the
magnetic material shall be documented. In a short technical description the materials used as
well as the construction of the inductive component shall be presented, a data sheet as well
as a test specification for this shall be enclosed. It is necessary for entirely encapsulated
inductive components to specify the dimensions with their tolerances and a sectional view of
the construction.

All test samples shall be manufactured in the actual production environment with the same
tools and materials as used during regular production.

1 This applies in particular to the properties of the magnetic materials (NiZn-ferrite cannot be handled in the
same way as, for example, MnZn-ferrite), the bobbin (plastic/shape) and also other materials such as clips,
bonding agents, spacers and insulating tapes.
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5.2 Numérotation des échantillons et contenu du rapport d’essai

CEI:2003

Tous les échantillons d'essai doivent étre numérotés. Tous les rapports d’essai doivent

contenir les informations suivantes:

— code article;

— code date;

— lieu de fabrication.

5.3 Prétraitement d’échantillons d’essai

5.3.1 Prétraitement magnétique TN

Il est essfentiel de s’assurer que les échantillons d’essai sont dans un éta nékﬁje neutre,
c’'est-a-dlre, si nécessaire, il convient de leur faire subir un cycle de dé isatjon avant
I’exécutign des essais (conformément a la CEI 61007).

5.3.2 Prétraitement mécanique

Pour tous$ les essais, il convient de monter les échantillon Al cartes|supports
qui permettent des contacts aisés, par exemple, les Cartes\a cifeuit i é avec (es trous
métallisés (brasage par fusion, brasage a la vagué ela Wi bc.). La cartg support
peut ne (

5.3.3

De multij essais doivent étre définiep en tant
que congd 2. Le profil de températurg suggéré
pour des

NOTE 1l g uliére.

6 Critéres d(<i§>

Les crite : ectriques
qui garaI C comme
conséqu

Les crite caniques donnés dans le Tableau 1 sont tous désignés sous le
terme d défaillances «généraux», ce qui signifie qu’ils doivent étre yérifiés a
chaque ¢ nce d’essai a laquelle les mesures doivent étre effectué$s ou les
critéres illances doivent étre vérifiés. Dans les essais électriques spécifiés dans
le Tablegu.2,il convient que les critéres de défaillances généraux soient traités de|la méme
maniére qUe fes Criteres de defaittances mecaniques.

Les autres critéres électriques peuvent étre considérés comme une liste de suggestions qui
peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, étre testés en fonction de leur pertinence par
rapport a I'application. lls doivent étre explicitement spécifiés dans une qualification confor-
mément a cette norme.

Des critéres supplémentaires peuvent étre ajoutés tant aux critéres de défaillances méca-
niques qu’électriques selon les prescriptions du client. En accord avec le client, ceux-ci
peuvent étre utilisés comme critéeres supplémentaires pour une acceptation de famille
générale (ou au moins une autre taille de composant est en essai), afin d’obtenir la

qualificat

ion pour toute la famille de composants.
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5.2

Numbering of samples and content of test report

All test samples shall be numbered. All test reports shall contain the following information:

5.3

5.3.1

It is ess

part number;
date code;
location of manufacture.

Pre-treatment of test samples

Magnetic pre-treatment

bntial to ensure that the test samples are in a magneticall

te, i.e. if

necessary they should undergo a demagnetisation cycle before co tests (in
accordance with IEC 61007).

5.3.2 Mechanical pre-treatment

For all telsts, the test samples should be mounted on carrie contacts,
for example printed circuit boards with plated-through hote oldering,
screw-mg eNts.
5.3.3

Multiple brforming
the test nts is in
accordance with IEC 60068-2-58.

NOTE The number of cycles an

6 Failure criteria

Failure cfiteria a@ec e that the
inductive| compon formance
resulting|i

The mec B criteria,
which mg in which
measurej specified
in Table bchanical
failure crlteria:

The othereteetricateriteria—canbe—consideredas—atstof-suggestions—which—may—but do not

necessarily have to be, tested, depending on their relevance to the application. They shall be
specified explicitly in a qualification according to this standard.

Extra criteria may be added to both the mechanical and the electrical failure criteria according
to customer requirements. In agreement with the customer, these can be used as additional
criteria for a general family release (where at least one other component size is being tested),
in order to achieve qualification for the whole component family.
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Une famille de composants peut étre spécifié¢e dans la fiche technique comme étant
«conforme a la présente norme» si les criteres de défaillances «généraux» donnés dans
«I’évaluation d’essai» (I'Article 9 de cette norme) sont satisfaits. Le supplément «pour les
classes d’application suivantes ...» ne peut étre fourni que si les critéres de défaillances
correspondants ont été explicitement énumérés dans la fiche technique.

Si seuls sont a I'étude certains critéres de défaillances dans la présente norme pendant un
essai de fiabilité, le fabricant du composant inductif doit alors étre autorisé a inclure une
référence a tous les «essais avec des critéres de défaillances fournis dans la présente
norme» dans un tableau ou dans une note de bas de page. Cependant, on ne peut solliciter
une certification compléte.

S critéres de
érifies| avant et

Les critéfes de defalllances mecaniques enumeres dans le lableau
défaillan¢es généraux (a I'exception de la résistance aux solvants) q
aprés leg essais dans le cadre de 'analyse de composants.

=

NOTE Si |pour des propriétés spéciales on s’attend a une tendance au ghangeme ée par_lep essais, il
convient qye cette tendance soit fixée comme faisant partie des critéres de défai II gonvient guelles feuilles
de donnée$ du fournisseur qui se réferent a la présente norme mention comine fa|sant partie
de la propr|été. Les parties intéressées peuvent se mettre d’accord sur d

&
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A component family may be specified on the data sheet as being “in accordance with this
standard” if the “general” failure criteria given in the “test evaluation” (Clause 9 of this
standard) are met. The rider “for the following application classes ...” can only be given if the
corresponding failure criteria have been explicitly listed on the data sheet.

If only certain failure criteria given in this standard are investigated during a reliability test,
then the manufacturer of the inductive component is entitled to include a reference in a table
or footnote to all “tests with failure criteria as given in this standard”. Full certification,
however, cannot be claimed.

The mechanical failure criteria listed in Table 1 are general failure criteria (apart from solvent
resistance) which are checked before and after the tests within the/fmwework of the
component analysis.

NOTE If for special properties a trend of change caused by the tests is expected/\this trend be fixed as
part of the| relevant failure criteria. Supplier data sheets which refer to this sta is trend
as part of the property. Trends can be agreed upon between interested parties.

¥
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Tableau 1 - Critéres de défaillances mécaniques (généraux)

62211 O CEI:2003

Paramétre

Définition des défaillances

Méthode de mesure ?/Critére d’essai

Joint de colle

Fissures dans le joint
Rupture du joint

La colle s’enléve

Examen visuel (grossissement x10)

Les fissures, la rupture de colle ou le détachement de

colle ne sont généralement pas admis

construction présentant une vue en coupe)

Fil Rupture de fil Examen visuel (grossissement x10)
Vernis isolant endommagé Vernis isolant endommagé
Diametre de fil maximal lorsque
le diamétre du fil < 0,5 mm T~
0,5 mm max. lorsque le diamétre du filx>0,54 mm
NOTE Cette détériorationde fil 'est’celle pjovoquée
par I’essai de fiabilité dutre la déteriaration par pré-
brasage avant I‘es;gi.
Corps de bpbine a) Déformation Examen visuel (&oss&g\\\en\t\ﬂ&\pmbles points a),
. b) et
b) Fissures bletc)
c) Rupture
Mobilité des broches
Q re spécifié
Piéces de montage Cassure et domm es am\e‘n visuel sur la présence de piéce et
piéces de montag g fonctionnement correct
(fixations, revétements \n( N . o
b s isol ) Une.bande isolante est considérée comme gétachée si
fﬁe\ I’Q\nro lement sous la bande est visible
Encapsulatjon N E)lamen visuel (grossissement x10)
Fi Non admissible
< > caillage, décollement
interlamin@ire, 'gonflement
Iyl \'/A
ésihne-de moujage sort Examen visuel (grossissement 10x) Généralement non
itie admissible pour des composants fonctionnant a une
tension de fonctionnement > 100 V
Pour des composants fonctionnant a une tepsion de
fonctionnement < 100 V, uniquement admissible si le
contact conducteur entre le boitier et le transformateur
peut étre exclu (a démontrer par des épureq de

Formation de bulles en
surmoulage sous vide

L’absence de bulles doit étre assurée

Résistance aux solvants
(facultatif)

Réaction chimique aux
substances ambiantes

(Définitions des criteres de défaillances et méthodes de
mesure selon les spécifications des clients uniquement)

Composants magnétiques
(noyaux ferrites, noyaux
en poudre de fer, noyaux
a bandes métalliques)

Ebréchures
Fissures

Rupture

Essais et criteres de défaillances selonla C
(toutes les parties)

El 60424

Liaison de soudure sur le
composant inductif (non
pas les liaisons de soudure
a la carte support)

Modifications des liaisons
de soudure (en comparaison
avec I'état au moment de

la fourniture)

Examen visuel (grossissement x10)

Evaluation selon 4.2.2 de la CEIl 61007

2 Méthode de mesure soulig

née.
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Table 1 — (General) mechanical failure criteria

Parameter Failure definition Measuring method 2)/Test criterion
Glue joint Cracks in the joint Visual inspection (10x magnification)
Breakage of the joint Cracks, breakage of the glue or glue coming off is
Glue comes off generally not admissible
Wire Wire breakage Visual inspection (10x magnification)
Damaged insulating varnish Damaged insulating varnish
Max. of test wire diameter: wire diameter < 0,5 mm
05 mm max - wir
NOTE This wire damage by the
reliability test in additio re-
soldering prior to the tést.
Coil former a) Deforming

b) Cracks
c) Breakage

Mobility of the pins

r&gjy& reteption test shall be specified befween
_\\Pparties concern d

and c)

Mom

Visual inspectionW@c%@%{s a), b),

al test not admissible

Mounting pjarts Snap and damage of unti h correct
parts (clamps, covers, insulati
tape
pe)  if the
Encapsulatjon Splinters Visthi inspection (10x magnification)

Cragks
Flaw inatiwgin

Not admissible

olding resid comes ;0 théq;vs/e

Visual inspection (10x magnification) Generplly not

housing admissible for components working at operdting
voltage > 100 V
For components working at operating voltage < 100 V,
only admissible if conducting contact betwegn case
and transformer can be excluded (to be proyed by
constructional drawing showing sectional vigw)
\ bble formation in vacuum Bubbles are not permitted
ot

Solvent registance Ch?mical reaction with ambient (Definitions of failure criteria and measuringl methods

(optional) stances according to customer specifications only)

Magnetic components | Chips Testing and tailure criteria according to IEC 60424 (all

(ferrite cores, iron parts)

powder cores, metal | Cracks

band cores) Breakage

Solder joint at
inductive component
(not solder joints at
carrier board)

Modifications of the solder joints
(compared to the state when
supplied)

Visual inspection (10x magnification)
Evaluation according to 4.2.2 of IEC 61007

) Measuring method underlined.
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tions d’essai correspondantes et les prescriptions spéciales.
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Tableau 2 - Critéres de défaillances électriques

les normes et les condi-

N Classe Définition des Méthode
Parameétre d’application défaillances de mesure
Inductance ou impédance Généralités Hors de la spécification © |4.4.41
Généralités Pas de conduction Méme mesure que les
Etat conducteur de e R .
Ienroulement résistances a courant continu
(4.4.1.1)
Résistance a haute tension [ Généralités Hors de la spécification
Polarité Généralités Polarité incorrecte € IIapport du
He critére
ctances
<\ ent unique)
Rapport dulnombre Généralités Rapport du nombrg de ( Ia polarité)
de tours tours incorrect
Résistance] en courant Généralités Hors de la gpécificati B\
continu
Facteur de|qualité Q C, ST Hors e | M/ca \4}.4.3.3
Fréquence|de résonance C, PTS, RF, HF,Q o<\de I<pe0|\{§1t\bnj )\ 4.4.8.1
IT
Inductance|de fuite PT, PTS, HF, ST, Wl Hors\de ification 4.4.4.2
Courant a Yide PT, PTS, ST Nde\a\%@c»atlon 4.4.3.1
Blindage mjagnétique <‘}$\7F/\H‘R\ s de la spécification 4.4.21.1
ST
Résistance|d'isolement, , HF, S Ma SpéCifiCatiOn 4.4.2.3
(climat standard)
Essai capafitif de bﬁn\da/& QT C, 6\8 \S{ IT \Hérs de la spécification 4.4.18.1
Niveau de bruit < T\/NTW Hors de la spécification 4.4.19.1

Capacité ShHF, ST, IT Hors de la spécification Capacité intrinséque 4.4.6.1
Capacité entre les enrpulements
4.4.6.2

N
Flux magng tiq}e\ X P?\C, PTS Hors de la spécification | 4.4.21.2
Hausse delte 'r%«e Hors de la spécification 4.4.15

HF, ST

\\W,PTS, IT, C, RF,

Court termg

PT, PTS, HF, ST, IT

Hors de la spécification

4.6.1 (uniquement apg

licable aux

(fonctionnerent

eefrpesartsHSspéetaux)

en charge)

Perte par insertion HF, ST Hors de la spécification 4.491
Perte par réflexion HF, ST Hors de la spécification 4.49.2
Distorsion harmonique HF, ST Hors de la spécification 4.4.13
totale

Possibilité de charge PTS, IT Hors de la spécification 4.4.12

tension-durée

@) Selon la CEl 61248.

® Numéro de paragraphe selon la CEI 61007.

® En fonction des matériaux et des ensembles utilisés, des décalages de paramétres au cours de I’essai peuvent
étre autorisés dans la mesure ou ils ont été spécifiés ou ils ont fait 'objet d’un accord.



https://iecnorm.com/api/?name=faaec71bc588f47a5173d2407e396275

62211 O IEC:2003 -21-

Table 2 lists electrical properties of the components, the respective standards and test
conditions and special requirements.

Table 2 — Electrical failure criteria

b)

Parameter Application class a) Failure definition Measuring method
Inductance or impedance General Beyond the scope of 4.4.41
the specification®
Conducting state of General No conduction Same measurement as DC
winding resistors (4.4.1.1)
High-voltage resistance General Beyond the scope of 4.4.2.1
the specification
Polarity General Incorrect polarity Sam b turns
ratio\(no stan igrion for
ng .4.17 or
trans BAA
Turns ratio General Incorrect turns ratio < Y’Se%\po rit\)\ >
DC resistance General Beyond the scope 4y 1}
the specification®

)
Quality facfor Q C, ST Beyond the scope o 4.4.3.
the specifi atiop‘“")

Resonant frequency C, PTS, RF, HF, ST, |Beyondt eWp OZ\ 4.4.8.1

IT /\ the/gggit}mtior({

N
Leakage inductance PT, PTS, HF, ST, yond th scopw 4.4.42
thexspecification

No-load cufrent PT, PTS, ST yondithe.scope of 4.4.3.1
the specification

Magnetic shielding PT, PT , HF; \ BéyQad e scope of 4.4.211
] IT \th specification

Insulation rfesistance P HF, ST, ey\on‘d/the scope of 4423
(standard dlimate) the,specification

Capacitive test of SW I, C, PISs'ST, IT eyond the scope of 4.4.18.1
/\ the specification

Noise level PT,C, W Beyond the scope of 4.4.19.1
the specification

Interwinding capacitarjce 4.4.6.2

Capacitange TWT, IT Beyond the scope of Self-capacitance 4.4.4.1
\ the specification

Magnetic flux

\ WC, PTS Beyond the scope of 4.4.21.2

the specification

Temperatufe fise PT, PTS, IT, C, RF, Beyond the scope of 4.4.15
HFE, ST the specification
Short-term PT, PTS, HF, ST, IT Beyond the scope of 4.6.1 (only applicable to special
(operation under load) the specification HF components)
Insertion loss HF, ST Beyond the scope of 4.491

the specification

Return loss HF, ST Beyond the scope of 4.49.2
the specification

Total harmonic distortion HF, ST Beyond the scope of 4.4.13
the specification

Voltage-time loadability PTS, IT Beyond the scope of 4.4.12
the specification

3 According to IEC 61248.
®) Clause number according to IEC 61007.

° Depending on the materials and assemblies used, shifts of parameters during the test may be allowed as far as
specified or agreed upon.
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7 Conditions d’essai et spécification des prescriptions minimales

Le Tableau 3 spécifie les conditions d’essai pour I’éprouvette d’essai des essais de fiabilité.

Il existe deux différents types de conditions d’essais:

Toutes les conditions désignées comme « facultatives » sont fondées sur les prescriptions
spécifiques a 'application et ne peuvent étre spécifiées en termes généraux. Elles ne rendent

pas obligatoire la conformité a la présente norme.

Lorsque toutes les conditions générales de cette norme sont satisfaites, |

s?m{(est également

autorisé a indiquer dans une fiche technique que la série de compo

e fabricant est

conformgauxconditionsdessar facuttatives detaprésente mormetorsy
de leurs gétails.

NOTE 1 LUes essais de soudure et en flexion n'ont pas été considérés dans
ajoutés et féalisés conformément a la CEl 60068-2-21, la CEl 60068-2-20, la CEI 668
la CEl 600$8-2-58.

NOTE 2 Ua flexion du substrat suivant la CEl 60068-2-21 et la soudure/rési
conformément a la CEl 60068-2-20, la CEl 60068-2-44, la CEIl 60068-
considéréep dans le Tableau 3, mais si ces essais sont requis, ils pe

@

TSP

\:\lfia totalité
mais pe¢uvent étre
8-2-54 et

e soudure
‘qnt pas été
ces normes.
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7 Test conditions and specification of the minimum requirements

Table 3 specifies the test conditions for the test specimen of reliability tests. There are two

different types of test conditions:

All conditions which are designated as “optional” are based on application-specific require-
ments and cannot be specified in general terms. They are not binding for compliance with this

standard.

When all general conditions of this standard are complied with, the manufacturer is allowed to
state in a data sheet that the component series is also in accordance w/th\he optional test

conditionsof this—stardard-whemtre—specifiesattof theirdetaits:

NOTE 1 Hending and solderability have not been considered in Table 3 but
according o IEC 60068-2-21, IEC 60068-2-20, IEC 60068-2-44, IEC 60068-2-54 a

NOTE 2 Hubstrate bending according to IEC 60068-2-21 and solderability/resi
IEC 6006842-20, IEC 60068-2-44, IEC 60068-2-54 and IEC 60068-2-58 have{not bee
these tests|are requested they could be performed according to these standards.

5

performed

cording to
ble 3, but if
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